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近年、質量分析(MS)や二次イオン質量分析(SIMS)においては、生体試料そのものを対象としてイメー

ジング分析に関する研究がよく行われている[1,2]。その理由としては、生体分子の位置情報を保存させ

たまま分析することで、生体分子がどのような機能を担っているのか、生体組織で正常な領域と正常で

ない領域とでは生体分子の構造や組成比にどのような違いがあるのかなど、生命現象の解明や病気の有

無の特定に非常に有効であると考えられるからである。MS や SIMS によるイメージング分析において

はある程度の有効性が示されてきたものの、さらなる感度や空間分解能の向上が求められている。 

我々は SIMSにおける感度やイメージングにおける空間分解能などの性能を大幅に向上させることを

目的として、エレクトロスプレーによって発生させた帯電液滴を一次イオンビームとして利用するため

の研究を行ってきた[3]。その後、表面分析装置とのマッチングを念頭に、水溶液を真空下で安定にエレ

クトロスプレーするための技術開発を進め[4]、小型の真空エレクトロスプレー液滴イオン(V-EDI)銃を試

作した[5]。このV-EDI銃を三重収束飛行時間アナライザー(TRIFT, アルバック・ファイ社)に設置し、実

際に飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)を行って評価を進めている[6,7]。 

生体試料そのものを対象としてイメージング分析する場合、その試料表面もしくは表面からごく浅い

領域に存在する分子数は限られているため、その限られた分子をいかに効率よくイオン化できるかが

MS でも SIMS でも極めて重要である。その限られた分子をいかに効率よくイオン化できるかを表す数

値的指標としてユースフルイールド(Useful yield, Useful ion yield, 実効収率)がある。ユースフルイールド

はもともと SIMSが元素の分析を主としていた際に利用されていた指標であるが[8]、それを生体分子に

も適用して評価することも可能である。講演ではV-EDI銃から発生させた帯電水滴を生体分子に衝撃さ

せたときのユースフルイールドを評価する手法について検討した結果について紹介する。 
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